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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Sixieme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique
en film de polycarbonate métallisé

PREAMBULE

des Comités
a plus grande

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les question
d[Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant i ce
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sony Qsréed nfités nationaux.

Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI &prime ipnaux adoptent
dfins leurs régles nationales le texte de la recommandation 3 2 2 ou les conditions nationales le
p¢rmettent. Toute dlvergence entre la recbmmandauon de la C I et Ja \rdgle natienale correspondantq doit, dans la
m p

L présente norme a été etablle : Pnsateurs et
résigtances pour équip, i

-

e texte de cetteNnor

Q Q{éb“les\S{M Rapports de vote

8 40(BC)627

40(BIC)598 40(BC)646

\ 40¢BC)599 40(BC)647
!

—_—

ples ~ renseignements, consulter les rapports de vote corfespondants
eau ci-dessus. :

nulz[éro de specification dans le Systétme CEI d’assurance de la qualit¢ des [composants
¢leclraniques (JECQ)

La présente norme remplace la Publication 384-6 (1978) de la CEI: Condensateurs fixes
utilisés dans les équipements électroniques. Sixiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique en film de polycarbonate métallisé.
Choix des méthodes d’essai et régles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 6: Sectional specification:
Fixed metallized polycarbonate film dielectric d.c. capacitors

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technjea
the Natiorfal Committees having a special interest therein are represented,
internation3l consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have |the form of recommendations for international use and they are acceptdd by the
' that sense.

3) In order tq promote international unification, the IEC expresses the wis
the text of the IEC recommendation for their national rules in
divergence | between the IEC recommendation and the correspondifig n#tidonal ries  sheuld,
clearly indfcated in the latter.

This stapdard has been prepared by
Resistors fgr Electronic Equip

The text|of this standar

> Six M%x\\Rule ) Reports on Voting

40(COY627
40(CO)646
40(C0O)647

Further
above.

that\appears on the front cover of this publication is the specificg
ity Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The QC
number in|the IEC

\fo)d in the relevant Reports on Voting indicated in the table

igh all

> an
Es in

hdopt

it. | Any

, be

and

tion

This standard replaces IEC Publication 384-6 (1978): Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 6: Sectional Specification: Fixed Metallized Polycarbonate Film Dielectric

Direct Current Capacitors. Selection of Methods of Test and General Requirements.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Sixiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique
en film de polycarbonate métallisé

SECTION UN — GENERALITES

1. |Généralités

1.1 | Domaine d’application

La présente norme est applicable aux conde courant| continu a
electrodes métallisées et a diélectrique en po ; isés_ dans les 4quipements
électroniques.

dépgndant des

Ces condensateurs = peuvent avoir d
~ a etre utilisés| dans les

conditions d’utilisation. Ils

applications ou la composante 151 i faible par rapport 4 la tension

nominale. Cette norme S performance: classe 1| pour les
e général.

Les condensatey , ", 3 i : norme; ils

sont couverts pa i 4 de¢ : ilises dans les

équipements § iques. kgidme partie: Spécification intermédiaire: Conderisateurs
fixes d’antipa .

ctéristiques,
fance de la
exigences
s prescrites
a celui de
1.3 LDocuments deréférenee
Publications de la CEI:
Publication 62: Codes pour le marquage des résistances et des conden-
(1974) sateurs.
Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateur.
(1963) Modification n° 1 (1967).
Modification n°® 2 (1977).
Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse méca-

n1que
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 6: Sectional specification:
Fixed metallized polycarbonate film dielectric d.c. capacitors

SECTION ONE — GENERAL

1. Genenal

1.1  Scope

This standard applies to fixed capacitors for direct &
and| polycarbonate dielectric for use in electronic equi

-

hese capacitors may have

rodes

[ use.

Thely are primarily intended for with
resyl . 9 grades\of capmtors are covered, Giade 1
for g
g IEC
Publi tional
Spekci pthods
of
1.2 Obj
T I Ind to
selg 384-1 (1982), the appropriate quality assessment procgdures,
tesfs and\ measutingN\meth and to give general performance requirements for this type
of i ) rities and requirements prescribed in detail specifications referring
to fication shall be of equal or higher performance level, because
low

1.3 Relbted—documents

1E C publications:

Publication 62: Marking Codes for Resistors and Capacitors.

(1974) ' ‘

Publication 63:  Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
(1963) Amendment No. 1 (1967).

Amendment No. 2 (1977).

Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.
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Publication 384-1: Condensateurs  fixes utilisés dans les équipements

(1982) électroniques. Premiére partie: Spécification generlque
Modification n°.2 (1987).

Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par

(1973) attributs.

Publication QC 001001: Régles fondamentalgs du Systéme CEI d’assurance de la
(1986) qualité des composants électroniques (IECQ).

Publication QC 001002: Régles de procédure du Systtme CEI1 d’assurance de la
(1986) qualité des composants éléctroniques (IECQ).
Publication de I'ISO:

Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de no
(1973)

Note. — Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article deNla pxés scifidation]>l’édition en
vigueur doit é&tre utilisée, sauf pour la Publication 68 de la C idilquée dans la
spécification générique doit étre utilisée.

Les spec1flcat10ns partlcuhere ne do1 e Prescr i inféri s a celles

bnitiennent
9 de la
programmes d’essai, par exemple par un

2 ag%.él.l psuvent, par commodité, &étre présentées sops forme de

données dans chaque spécification particuliére
férence é&tre choisies parmi celles donpées dans

des exigences plus sévéres ce
spécification particuliére et rep

ystration du condensateur destinée a faciliter son identification et
autres condensateurs. Les dimensions et leurs toléranceq associées
lintetchangeabilité et le montage doivent étre données dans la spécification

que Jtes dimensions originales sont données en inches, les dimensions|métriques
carrespondantes en millimétres doivent étre ajoutées.

Noimalement, les valeurs numériques doivent &tre données pour la longueur du corps,

" la largeur et la hauteur du corps et Ientraxe des sorties ou, pour les types cylindriques,

le diamétre du corps et la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple
lorsque la spécification particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de
capacité et/ou tension), les dimensions et leurs tolérances  associées dowent étre placées
dans un tableau sous le dessin.

Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée. ci-dessus, la
specification particuliére doit donner les informations dimensionnelles qui le décriront

. convenablement. Si le condensateur n’est pas congu pour I'utilisation dans les cartes

imprimées, cela doit étre clairement indiqué dans la spécification particuliére.
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Publication 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1:
(1982) Generic Specification. ’

‘ Amendment No.2 (1987).

Publication.410: Sampling Plans- and Procedures for Inspection by
(1973) Attributes. ’
Publication QC 001001: Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for
(1986) Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002: Rules of Procedure of the TEC Quality Assessment System
(1986) for Electronic Components (IECQ).

ISO publication:

ISO Standard 3: Preferred Numbers — Series of Preferre
(1p73)

Note.| — The above references apply to the current editions except for IEC 68, fo \ ed &lition
in the applicable test clauses of the generic specification shall be used

1.4 Infonmation to be given in a detail specification
DEtail specifications shall be derived from the i 2 e specification.

Detail specifications shall not spgcify requiréme i i those of the geperic,
sectjonal or blank detail specificati ; iréments are included,| they
shal] be listed in Sub-clause 1.9 o and indicated in thg test
schedules, for example by an asterisk:

Note] — The information gi¥en 1w

The following i alues
quofed shall era F this
sectjonal spec i

1.4.1 Outline drawing

T for
com| cypacitor with others. Dimensions and their associated tolerjnces,
whi angeability and mounting, shall be given in the detail specifidation.
All preferably be stated in millimetres, however when the otiginal
dimgnsigns: ate. giyen in inches, the converted metric dimensions in millimetres sh3ll be

- addpds

Normally the numerical values shall be given_for the length of the body, the width
and height of the body and the wire spacing, or for cylindrical types, the body diameter,
and the length and diameter of the terminations. When necessary, for example when a
‘number of items (capacitance values/voltage ranges) are covered by a detail specification,
the dimensions and their associated tolerances shall be placed in a table below the
drawing. ‘

When the configuration is other than described above, the detail specification shall
state such dimensional information as will adequately describe the capacitor. When the
capacitor is not designed for use on printed boards, this shall be clearly stated in the
detail specification. ’
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La speécification particuliére doit spécifier la méthode de montage & employer pour

I'utilisation

~normale

et

pour

les essais de vibrations, secousses ou

chocs.

Les -

condensateurs doivent é&tre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception
du condensateur peut étre telle qu’elle exige pour son emploi un dispositif spécial de
fixation. Dans ce cas, la spécification particuliére doit décrire ce dispositif de fixation,
qui doit étre utilisé lors des essais de secousses, chocs et vibrations.

1.4.3  Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de
la présente spécification ainsi gu’aux prescriptions sujvantes:

1.4.]

1.4.3

1.4.]

1.4.4

1.5

.1 Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

qualifiés.»

.2 Caractéristiques particulieres

Des caractéristiques compléin
nécessaires

comme
application.

3 Soudure

exigenc
soudag

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la Publig

pour

spécif

le composant en vu

esCrire les méthodes d’essai, les sévél
de soudabilité et de résistance a la

s gammes de

£ des produits

considérées
e de son

ités et les
chaleur de

ndensateur
1.6 de la

ation 384-1

de la CEI les définitions suivantes sont applicables:

1.5.1 Condensateurs de classe de performance 1 (longue durée de vie)

Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée de vie et de séveres
prescriptions pour les caractéristiques électriques.

1.5.2 Condensateurs de classe de performancé 2 (usage général)

Condensateurs destinés a l'usage général pour lesquels les prescriptions exigées pour
les condensateurs de classe 1 ne sont pas nécessaires. :
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1.4.2

Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for normal
use and for the application of the vibration and the bump or shock tests. The capacitors
shall be mounted by their normal means. The design of the capacitor may be such that

. special mounting fixtures are required in its use. In this case the detail specification shall

1.4.3

1.43.1 Rated capacitance range

‘describe the mounting fixtures and they shall be used in the application of the vibration

and bump or shock tests.

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specification, together with the following:

See Sub-clause 2.2.1.

Not§. — When products approved to the detail specification have different should
be added:
“The range of values available in each voltage range is give
1.4.3.2  Particular characteristics
A

1433 %

1.4.4

1.5

1.5.1

1.5.2

pecify
ade] :

g e’ test methods, severities and requirgments
apgli bi d the resjstance to soldering heat test.

M

T etatk specificati hall specify the content of the marking on the capacitqr and
on |t 3 & iatl from Sub-clause 1.6 of this sectional specification, shiall be
spe :
Terminology

In\addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication 384}1 the
following. definitions apply:

Performance grade 1 capacitors (long-life)

Capacitors for long-life applications with stringent requirements for the electrical
parameters.

Performance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent requirements for Grade 1
capacitors are not necessary.
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1.5.3 Tension nominale

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut étre appliquée en

permanence aux bornes d’un condensateur, a la température nominale.

Note. — La somme’ de la tension continue et de la valeur de créte de la tension alternative, appliquées au
condensateur, ne doit pas étre supérieure 4 la tension nominale. La valeur de créte de la tension
alternative ne doit pas dépasser, pour les fréquences indiquées, les valeurs suivantes, en- pourcentage de

la tension nominale, et ne doit pas étre supérieure a 280 V:

! : 50 Hz: 20%
' 100 Hz: 15%

1000 Hz: 3%

10000 Hz: 1%

sauf prescription contraire dans la spécification particuliére.

1.6 Marquage

Selon paragraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la CEI,
suivantes:

1.6.1 | Les informations contenues dans le .marquage sont ngrmal
ci-aprés; l'importance relative de chaque informatiq
liste:

a) capacité nominale;

b) tension nominale (la tension cqntinue le symbole

1.6.2
d’autres - informations considérées comme

1.6.3

énumerées.au paragraphe 1.6.1.

7

isiblement les informations des points a), b) et ¢)

modalités
la liste

dans la

pu —— );

ci-dessus,

utilgs. Toute

onténant les condensateur(s) doit porter lisiblement toutes les informations

1.6.4 L Fout o 1 40 Ao As fCantr i Ao 201 it 201 :
.0. Ott—arquage—supprenentatre—aoi—Ctre—eirectut—ac—tene—sorte—qu e putss

aucune confusion.

e y avoir
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1.5.3 Rated voltage

~ The rated vyoltage is the maximum d.c. voltage which may be applied continuously to
a capacitor at the rated temperature.

Note. — The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor shall not exceed the rated
voltage. The value of the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages of the rated
voltage at the frequencies stated and shall be not greater than 280 V:

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1000 Hz: 3%
10000 Hz: 1%

unless otherwise specified in the detail specification.

1.6 Mayking
Sub-clause 2.4 of IEC Publication 384-1, with the following de

1.6.1 The information given in the marking is normally selected i ist; the
relptive importance of each item is indicated by its positiox :

a

N

rated capacitance;

b)[rated voltage (d.c. voltage symbol === or|=-—);
c) [tolerance on rated capacitance;

d)|category voltage;

<l

year and month (og.week) of
f) | manufacturer’s na
g)| climatic catego

h) manufa

i)

1.6.2 T marked with a), b) and ¢) above and with as njany as
pq _ items as is considered necessary. Any duplication of
infotmatix ; ark1 g on the capacitor should be avoided.

163 T gntaining the capacitor(s) shall be clearly marked with all the infofmation
lis

1.6.4 Afy additional marking shatt be SO apptied tiat o CoTfuUsIon cam arise:
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SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

2. Caracteristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent de préférence étre
choisies parmi les suivantes:

2.1.1 Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en
tonformément aux régles générales de la Publication 68-1 de la

ategores elimatiques,

gltinu de
[empérature minimale de catégorie:
[empérature maximale de catégorie: -
Vote. — Un vieillissement accéléré doit étre envisagé ong ¥ 3 -dela de la

Les sévérités pour les essais
empératures minimale et maximgle

ment les

2.2
2.2.1
2,2, 3,3,
ation 63
ormales pour résistances et condensateurs.
b nécessaires, elles doivent de préférence étre choisies| dans la
2.2.2 | Toléranges suk la capacité nominale

Les-toléranees préférentielles sur la capacité nominale sont: +5%, +10% et +[20%.

2.2.3 Tension nominale (Uy ou Uy)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 40-63-100-160-250—400—630—
1000-1600 V. Ces valeurs sont conformes a la série de base nombres normaux RS
donnés dans la Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres normaux.

2.2.4 Tension de catégorie (Uy)

La tension de catégorie est:
0,8 Uy pour une température maximale de catégorie de 100 °C et
0,5 Uy pour une température maximale de catégorie de 125 °C.
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SECTION TWO — PREFERRED RATINGS AND CHARACTERISTICS

2. Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the
following:
2.1.1- Preferred climatic categories
The—capacitors covered by this specification —are ctassified —imto cifmatic_categories
according to the general rules given in IEC Publication 68-1.
The lower and upper category temperatures and the duration of cady
state| test shall be chosen from the following:
Lowgr category temperature:
Uppgr category terhperature:
Durdqtion of the damp heat, steady state test:
Note.+— With continuous operation at 125°C in excess of to be
: considered (see detail specification).
THe severities for the cold and bEOry
templeratures respectively.
2.2 Prefetred values of rating
2.2.1 Rafed capacitance
Pr| 1, 1.5, 2.2, 3.3, 47 and 6.8 and their de¢imal

mult

Th
Prefe

If

222 Tol
Th

eferred v
ples. »

e preferred telerances on the rated capacitance are =5%, +10% and +20%.

2.2.3  Rated voltage (UR)

The preferred values of rated voltage are:

40-63-100-160-250-400-630~1 000-1 600 V.

These values conform to the basic series of preferred values R5 glven in ISO Standard 3:
Preferred numbers — Serles of preferred numbers..

2.2.4  Category voltage (Up)

The category voltage is:
0.8 U for upper category temperature 100 °C and
0.5 Uy for upper category temperature 125 °C.
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2.2.5 Température nominale

3.

3.1

32

3.3

34

34.

La valeur normale de la température nominale est 85 °C.

SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d’assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est le bobinage
équivalente.

Iopération

Modeles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et d : is pouvaht

pécification
B.5.1 de la

particuliére, les informations<{sur Ng 0 : itre du paragraphe

Publication 384-1 de la CEI acheteur sur sa demarde. Apres
I’essai d’endurance, les para gls les informations par variabfes doivent
étre données sont: la variation 3 tangente de langle de pgrtes et la

Homologation

La prOséduse
spécifica eRé

omologation est donnée au paragraphe|3.4 de la

I’homologation sur la base des essais lot par| lot et des
ée au paragraphe 3.5 de la présente spécification. La
programme a effectif d’échantillon fixe est donnée aux paragraphes

Echantiflennage

La procédure d’homologation sur un échantillon d’effectif fixe est décrite dans la

Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 3.4.2b). L’échantillon doit étre représentatif de
la gamme des condensateurs pour laquelle I'homologation est demandée. Celle-ci peut
couvrir tout ou partie de la gamme compléte définie dans la spécification particuliére.

L’échantillon doit comprendre des condensateurs de tension minimale et de tension
maximale, et pour ces tensions la valeur minimale et la valeur maximale de capacité.
Quand la gamme couvre plus de quatre tensions nominales, une tension intermédiaire
doit aussi étre soumise aux essais. Ainsi pour I’homologation d’une gamme, I’essai de
quatre ou six valeurs (combinaison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme
présentée & [I’homologation comprend - moins de quatre valeurs, le nombre de
condensateurs 4 soumettre aux essais est celui requis pour quatre valeurs.
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2.2.5 Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.

SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures

3.1

3.2

33

34

34.1

Primary Stage of Manufacture

Thie primary stage of manufacture is the winding of the capaci
equivalent operation.

elemeént o1 the

Strucfurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capadq 3 ith similar
procgsses and materials, though they may be of differen

Certified Records of Released Lots

The information required in Sub-clause 3.5.f F ication 384-1 shall be made
availpble when prescribed in the defai e dquested by a purchaser.
Afteg the endurance test the parameters nformation is requireq are
the ¢apacitance change, tan 6 and thg

Quallification Approva)

The proceduyres fs " the
Gengric Spec

TH : y-lot
and & i\ given 1 ¢lause 3.5 of this specification. The procedure using a

fixed

Qud

Sam

The fixed sample size procedure is described in IEC Publication 384-1, Sub-dlause
3.4.2b). The sample shall be representative of the range ol capacitors for which approval
is sought. This may or may not be the complete range covered by the detail
specification.

The sample shall consist of specimens having the lowest and highest voltages, and for
these voltages the lowest and highest capacitances. When there are more than four rated
voltages an intermediate voltage shall also be tested. Thus for the approval of a range,
testing is required of either four or six values (capacitance/voltage combinations). When
the range consists of less than four values, the number of specimens to be tested shall
be that required for four values.
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Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1'unité défectueuse tolérée au groupe
«0». ' '

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux par suite
d’incidents non imputables au fabricant.

Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe «0» présument que tous les

groupes sont applicables. Si ce n’est pas le cas, les nombres doivent étre réduits en
conséquence.

Lorsque des groupes d’essais complémentaires sont introduits dans le programme des
essais d’homologation, le nombre de spécimens requis pour le groupe «0» doit étre

3.4.2

P .
nmhrp reauis - nour les oroninac
augmenté dun ’ g pourles—group

’ .
comalomantatia
S5—compPIeReRtatres:

Le tableau I donne le nombre de spécimens a essayer
sous-groupe ainsi que le nombre de spécimens défectueu
d’homologation.

proupe ou
les essais

Essais

La série compléte des essais indiqués aux_ ta et IP est requise pour

I’homologation de la gamme des condensa bécification

pe «0» et
e utilisées
upe, il est

hisse pas le
le nombre

Le tableau I
a les différents
griupes essais. ection  quatre,
iste somplete des conditions d’essai et des exigences et indique, par exemple pour la méthode
conditions d’essai, s'il y a un choix & faire dans la spécification particulfre.

Les\eanditiony d’essai et les exigences pour le programme d’essais sur .effectif d’échantillon fixe sont
wigntiques\d eelles prescrites dans la spécification particuliére pour le contrdle de la conformité de la
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3.4.2

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in Group “0”.

b) One per value which may be used as replacements for specimens which are' defective
because of incidents not attributable to the manufacturer.

The numbers given in Group “0” assume that all groups are applicable. If this is not
so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule,
the number of specimens required for Group “0” shalil be increased by the same number
as that required for the additional groups.

Thble I gives the number of samples to be tested in each group ouptogether
with the permissible number of defectives for qualification appro

Tekts

The complete series of tests specified in Tables
of ¢apacitors covered by one detail specification.
out |in the order given. '

for the approval
arried

The whole sample shall be subjéct 3 d for
the |other groups.

r the

Specimens found defective during

othgr groups.

“Pne defective” is art of
the |tests of a group

The approy, cified
nurﬂ)er of ik 1R group or sub-group and the total number of
per :

Noté details
able II
hditions
ions of
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384-6 © CEI 1987

Plan d’échantillonnage et nombre de spécimens défectueux admissibles
pour les essais d’homologation

Nombre de spécimens (n) et d'unités

défectueuses admissibles (pd)

Paragraphe :
Groupe Essais o cotte Pour quatre'valeurs Pour six valeurs
ne Slicati Par ou moins i essayer?
pu . 1o |y aleur 4 essayer?
3)
pd pd
" An pd total 6n pd total
0 Examen_visuel 4.1
' Dimensions 4.1
Capacité 422 .
Tangente de P'angle de pertes 423 29 116 22 4 39
Tension de tenue 421
Résistance d’isolement 4.2:4 \/
Spécimens de rechange 2 8 \ \12
[
| 1A | Robustesse des sorties 18\|\/ 1
: Résistance 4 la chaleur- de :
| soudage I
Résistance du composant aux :
solvants i
. _ e ——4 ——
I
1B | Soudabilité 361 22)
Résistance du marquage aux :
solvants |
Variations rapides de température : |
Vibrations i |
Secousses ou chocs? : 'i
| i
1 __1 __
1 Séquence climatiq 54 B 6
2 Essai continuLde \u\hum&{ 30 22
. 60 q2)
30 D
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives
Jor Qualification Approval tests

Number of specimens (#) and number
of permissible defectives (pd)
. Sub-clause
Group Test of this For four or For six values
No. blicati Per less values to be tested?
publication  value to be tested®)
3)
pd pd
n An pd total bn pd total
0 Visual examination 4.1
Ibimensions 4.1
(apacitance 422
Tlangent of loss angle 423 29 116 2% 174< 39
Voltage proof 4.2.1 ' '
Thsulation resistance . 424 A
Spare specimens 2 8 12
| 1 [ [ - I [
I 1A | Hobustness of terminations 43 30 121 %8 I 1\/
: Hesistance to soldering heat 4.4 : : : x g : :
I I I I
: (omponent solvent resistance 4.14 : | \\> : :
I I ! I ! I
e I Ll ;_J —4 1
I ! I ! i
I 1B | Solderability 4.5 6 1 361 22
: Splvent resistance of the marking 15 : ; : :
I . | i I I i
: Rapid change of temperature 4.6 | : \\l_/ : :
I Vibration 4 I | ! I
| Hump or shock? 48 or | | | : |
| 4 ( i | | |
R N - — _ [ U N A L\U I 1 I
1 (limatic sequence mo\zﬂt\ S 36 2 4 54 3 6
I
2 Dhamp heat, steady slate Qll\ 20 1 30 22
3 Hndurance < > 2 < 4\&\ 10 40 2 60 32
4 (haracteristics degendihg on W 5 20 1 30 2
temperature )
(tharge and dischaxge 13
1 As require]
2 Not more
3 Capacitand
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Programme d’essai pour Uhomologation

384-6 © CEI 1987

Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais €t les exigences renvoient a la section quatre: Méthodes
d’essai et de mesure.

2. — Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.

Nombres de
spécimens (n)

Numéro de pa}fagraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND L .
admissibles
(rd
Gronjpe 0 ND Voir /(
tableau I
4.1 Examen visuel
Psclon la
’\ culiére
4.1 Dimensions W particu-
(par mesures) X\
4.2 Tension de tenue Voir la spécification partic claquage ni|de con-
liere pour la méthode \ tournement
4.2.2| Capacité 7 A lintérieur de la |tolérance
spécifiée
4.2.3] Tangente de l'angle Selon 4.2.3.2
de pertes (tan &) .
4.2.4] Résistance d’isole- \-/ Selon 4.2.4.2
ment .
Groype 1A Voir
tableau I
4.3.1 Mesures initiale
pertes:
:a 1 kHz
“a 10 kHz
43 Robustes es Pas de dommage visible
sorties
44 Sans séchage préliminaire
ode selon spécification
particuliere (1A ou 1B)
4.14 Solvant: ... Voir la spécificatiop particu-
Température du solvant: ... liére
Méthode 2
Reprise: ...
4.4.2 Examen visuel Pas de dommage Visible
Marquage lisible
. AC R
Capacité — <2% nar rannort a la va-

Tangente de langle de pertes

C leur mesurée au 4.3.1

Accroissement de tan &:
<0,003 C< 1 yF classe 1
<0,002 C > 1 pF classe 1
<0,005 C <1 uF classe 2
<0,003 C> 1 uF classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.3.1
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TaBLE II

Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. — Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to Section Four: Test and measurement
procedures.
2. — In this table: D = destructive, ND = non-destructive.
Number of
! specimens (#) .
Sub-clause number D Conditions of test and number of Performance requirements
and Test or (see Note 1) issibl (see Note 1)
(see Note 1) ND permissiole see hote
defectives
(pd)
Group 0 ND See
Table 1
4.1 Vispal examination
D Ci-
Alca-
4.1 Dithensions (detail) <
N
4.2 Volkage proof See detail specification for /_\\ T
the method
422  Capacitance specified tolerance
4.2.3  Taggent of loss Frequency: G >s in 4232
angdle (tan 6) ) J
424 Insplation resistance As in 4242
’ v
Group 1A D \/See
Table 1
43.1 Inifial mea-
surpments
43 Ropustness of@ No visible damage
mipations \
4.4 Registance to soft
dening heat
the method (1A or 1B)
4.14 Co lyent: ... See detail specification
res}; Solvent temperature: ...
cah Method 2
Recovery time: ...
442  Fiy Visual examination No visible damage
Legible marking
. AC
Capacitance — <2% of value measuked

Tangent of loss angle

C in 431

Increase of tan &:
<0.003 C< 1 pF Grade 1
<0.002 C> 1 pF Grade 1
<0.005 C< 1 pF Grade 2
<0.003 C> 1 uF Grade 2
compared to values
measured in 4.3.1
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Nombres de
. spécimens (n)
Numéro de pa'ragraphe D Conditions d’essai et dunités Exigences
et essal ou (voir note 1) défectueuses (voir note 1) -
(voir note 1) ND L
: admissibles :
(pd)
Groupe 1B D Voir
R tableau I
4.5 Soudabilité Sans vieillissement Bonne qualité de T'étamage
Méthode selon spécification mise en évidence par
particuliere I’écoulement libre de lal-
liage avec un mouillage
convenable des sorties ou
temps de soudage ... s, se-
A%(on le tas
4.15 Résistance du mar- Solvant: ... rquage lisikle

quage aux solvants
(si applicable) -

4.6.1 Mesures initiales

4.6 Variations rapides
de température

47 Vibrations

4.7.2 Controle fing

4.8 Secousse$, (ou\chogs,

4.9

Température du solvant: ...
Méthode 1
Matériau de frottement: ...
Reprise: ...

Capacité
Pour Gy > 1 uF:a 1 kHz
Cv<1 pF:a 10 kH

température mini
de catégorie

le

Montdge: voir spécification

particuliére
Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s?

Durée de l'impulsion: ... ms

Montage: voir spécification
particuliére -
Accélération: ... m/s?

Durée de l'impulsion: ... ms

Tangente de I'angle de pertes:

Pas de dommage wisible

Pas de dommage +isible

483 Mesures finales Examen visuel Pas de dommage sisible
ou tez
493 Capacité

Tangenfe de l'angle de pertes

Résistance d’isolement

ac <2,5% pour classe 1
<4% pour classe 2
par rapport i la valeur
mesurée au 4.6.1
Accroissement de tan §:
<0,003 C< 1 yuF classe 1
<0,002 C> 1 puF classe 1
<0,005 C < 1 pF classe 2
<0,003 C> 1 uF classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.6.1°
250% des valeurs données
au 4.24.2
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Number of
specimens (n)

Tangent of loss angle

Insulation resistance

Sub-clause number D Conditions of test and number of Performance requirements
and Test or ( Note 1) <ssibl ( Note 1)
(see Note 1) ND (see Note permissible see Note
defectives
(rd)
Group 1B D See
Table I
4.5 Solderability Without ageing Good tinning as evidence by
See detail specification for - free flowing of the solder
the mehod with wetting of the termi-
nations or solder shall flow
within ... s, as applicable
4.15 S¢lvent resistance of Solvent: ... Legibke \marking
tHe marking (if Solvent’ temperature: ...
applicable) Method: 1
Rubbing material: ...
Recovery time: ...
4.6.1 Ipitial measure- Capacitance .
- jents Tangent of loss angle:
| For Gy > 1 uF:at 1 kHz
G < 1 uF:at 10 kHz /‘\\\
4.6 Rapid change of 6y = Lower category tem- )
t¢mperature perature
63 = Upper category temf-
N b
Five v)\/
No visible damage
4.7 Mibration
472  ¥inal inspectio \/\ No visible damage
4.8 1urnp (or shdck,
mber of bumps: ...
Celeration: ... m/s?
uration of pulse: ... ms
4.9 ] For mounting method see de-
tail specification
Acceleration: ... m/s?
Duration of pulse: ... ms
4.8.3 Final” measurements Visual examination No visible damage
Jor . AC
403 Capacitance < <2.5% Grade 1

<4% for Grade 2

of value measured

in 4.6.1

Increase of tan &
<0.003 C< 1 pF Grade 1
<0.002 C > 1 pF Grade 1
<0.005 C < 1 yF Grade 2
<0.003 C > 1 pF Grade 2
compared to values
measured in 4.6.1

>50% of values in 4.2.4.2
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Nombres de
. spécimens (n)
Numéro de pa.ragraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essai ou 8
(voir riote 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Groupe 1 D Voir
tableau I
4.10 Séquence climatique

4.10.2. Chaleur séche Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h

4.10.3 Essai cyclique de Capacité

chaleur humide

essai Db, premier

cycle
4.10.3]1 Mesure initiale Capacité
4.10.4| Froid Température: température

minimale de catégorie /\
Durée: 2 h \

4.10.5] Basse pression at- Pression: 8,5 kPa

mosphérique (si re- (85 mbar) \

quis par la spécifi-

cation particuliére) \\
4.10.5|3 Mesure intermé- Examen visuel s de claquage permanent ni

diaire de contournement

déformation du b

4.10.6] Essai cyclique de

chaleur- humide, )

essai Db, cycles

restants
4.10.6{2 Mesures finales Examen

9,

N

W

Q

Cfn

angehie de>l’angle de pertes

Résistance d’isolement

v

ou de
itier

Pas de dommage vidible
Marquage lisible

E <3% pour classg 1
<5% pour classt 2
par rapport a la| valeur
mesurée aux 4.4/2, 4.8.3
ou 4.9.3 selon 14 cas
Accroissement de tap &
<0,005 C < 1 pF|classe 1
<0,003 C> 1 pF|classe 1
<0,008 C < 1 pF|classe 2
<0,005 C > 1 pF|classe 2
par rapport aux vhleurs me-
surées aux 4.3.1 op 4.6.1
selon le cas
250% des valeurs données
au 4.24.2

GrouT

DRGNS

Voir
tableay T

4.11

4.11.1

4113

Essai continu de
chaleur humide

Mesures initiales

Mesures finales

Capacité
Tangente de l'angle de pertes
a 1 kHz

Examen visuel

Capacité

Pas de dommage visible
Marquage lisible

A—C<3% pour classe 1
< 5% pour classe 2
par rapport a la valeur
mesurée au 4.11.1



https://iecnorm.com/api/?name=7467820808dc258e969ac44f38945434

384-6

© IEC 1987 — 27 —
Number of
} specimens- (1)
Sub czliz;lzlseTen;mber (])Dr Conditions of test and number of Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) permissible (see Note 1)
defectives
(pd)
Group 1 D See
Table I
4.10 Climatic sequence

Tes{ Db, remaining
cycles

4.10.6.2 Fingl measurements

s

N

NV

Insulation resistance

4.10.2 Dry heat Temperature: upper category
temperature
Duration: 16 h
4.10.3 Damp heat, cyclic, Capacitance
Test—Bb—first—eyele
4.10.3.1 Initfal measurement Capacitance
4.104 Cold Temperature: lower category
temperature
Duration: 2 h
4.10.5 Low air pressure (if Air pressure: 8.5 kPa </\
reqyired by the de- (85 mbar) \
tail |specification)
4.10.5.3 Intgrmediate mea- Visual examination \ No anent breakdown,
surgment flashover or harmful de
M mation of the case
4.10.6 Darpp heat, cyclic, \j

No visible damage
Legible marking

A—CC <3% for Grade 1

<5% for Grade 2

of value measured in
442, 483 or 493 a

applicable
Increase of tan 6:

<0.005 C< 1 uF Grad|
<0.003 C> 1 pF Grad
<0.008 C <1 uF Grad
<0.005 C > 1 uF Grad
compared to values med
sured in 4.3.1 or 4.6.1

applicable

>50% of values in 4.2.4.]

& 0 0
[ SIS

2

4.11

Group 2

See
Talkl I

Damp heat, steady
state

4.11.1 Initial measure-
ments
4113 Final measurements

Capacitance
Tangent of loss angle at
1 kHz

Visual examination

Capacitance

T8Ot

No visible damage
Legible marking

A€ 3% for Grade 1
<5% for Grade 2

of value measured in

4.11.1
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Nombres de
Numé ) spécimens () .
uméro de par agraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou (voi te 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND voir note L
admissibles
(pd)
Tangente de langle de pertes Voir Accroissement de tan &
tableau I <0,005 par rapport aux va-
R leurs mesurées au 4.11.1
_Résistance d’isolement J >50% des valeurs données
au 4.2.4.2
Groupe 3 D Voir
tableau [
4.12 Endurance Durée:
) Classe 1: 2000 h
Classe 2: 1000 h
4141 Mesures initiales Capacité

Tangente de I'angle de pertes:
Pour Cy > 1 uF:a 1 kHz
Pour Cy < 1 uF: a 10 kHz

N

4.12.5 Mesures finales Examen visuel /\< Pas dommage }isible
\x arquage lisible
Capacité \ —— <3% pour clgsse 1
. \/ ¢ <5% pour cldsse 2
par rapport a|la valeur
G > mesurée au 4J12.1
afigle* de(pertes Accroissement de [tan 0:
\) <0,003 C< 1 WF classe 1
<0,002 C > 1 WF classe 1
<0,005 C <1 gF classe 2
<0,003 C > 1 §F classe 2
par rapport aux| valeurs me-
surées au 4.12.1
>50% des valeury données
v au 4.24.2
Voir
tableau 1
Selon 4.2.5
ésidtatlce d’isolement
(cldsse 1 seulement)
Capacité
Tangente de l'angle de pertes:
Pour Cy > 1 uF:a 1 kHz
Cy<1 uF:a 10 kHz
Durée de charge: ... s
Durée de décharge: ... s
4133 Capacité —A—C<2%~pour classe 1

Mesures finales

Tangente de Vangle de pertes

Résistance d’isolement

par rapport a

Accroissement de

au 4.24.2

mesurée au 4.

<3% pour classe 2

la valeur
13.1
tan &:

<0,003 C< ! uF classe 1
<0,002 C> 1 uF classe 1
<0,005 C< 1 pF classe 2
<0,003 C > 1 uF classe 2
par rapport aux valeurs me-
surées au 4.13.1

| =50% des valeurs données
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Number of
] specimens (n)
Sub-clause number D Conditions of test and number of Performance requirements
and Test or L
(sce Note 1) ND (see Note 1) permissible (see. Note 1)
defectives
(pd)
Téngent of loss angle See Increase of tan &
Table I <0.005 compared to values
measured in 4.11.1
Insulation resistance l >250% of values in 4.2.4.2
Group 3 D See
Table 1
4.12 Englurance Duration:
Grade 1: 2000 h
Grade 2: 1000 h
4.12.1 Inifial measure- Capacitance
ments Tangent of loss angle:
For Gy > 1 pF:at 1 kHz
For C; < 1 uF: at 10 kHz
4.12.5 Figal measurements Visual examination </\ mage
g
Capacitance /\ \ % for Grade 1
% for Grade 2
: of value measured ip
} 4.12.1
Tangent of doss le ncrease of tan &:
\)\ <0.003 C< 1 uF Grafle 1
<0.002 C> 1 uF Grafle 1
<0.005 €< 1 pF Grafle 2
<0.003 C > 1 uF Grafle 2
: compared to values mga-
sured in 4.12.1
Insulation residtange >50% of values in 4.2.4|2
N\ !
Group 4 D See
Table 1
425 Characteristics de- As in 4.2:5
pepdi
pe|
ca
4.13 CH
4.13.1 Injts Capacitance
me Tangent of loss angle:
For Gy > 1 uF:at 1 kHz
Cg < 1 uF: at 10 kHz
Duration of charge: ... s
Duration of discharge: ... s
4.13.3 Final measurements Capacitance acC

Tangent of loss angle

Insulation resistance

— <2% for Grade 1
€ <3% for Grade 2
of value measured in
4.13.1
Increase of tan &:
<0.003 C < 1 uF Grade 1
<0.002 C > 1 uF Grade 1
<0.005 C < 1 pF Grade 2
<0.003 C > 1 pF Grade 2
compared to values
measured in 4.13.1
>250% of values in 4.2.4.2
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3.5 Contréle de la conformité de la qualité

3.5.1 Formation des lots de contrble
a) Contréle des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

 Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de contrdle sous réserve

que les régles suivantes soient respectées:

(1) Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs de structure semblable (voir

paragraphe 3.2)

(2a) L’échantillon soumis aux essais doit contenir des co

- proportionnellement 4 leur nombre;
— ¢t avec un minimum de cinq condensateuss

(2b) Si Tapplication stricte du plan d’é¢Hanti

doit faire I’objet d’un accord
Surveillance.

b) Contréle du groupe C

jee\et doiventewe
i 2 e hg

basse. Afin
dime @

valeurs d

352

Les échantillons \doive ¢sentatifS de la production courante corresj
¢partis en valeurs de tension élevée, m|
ologuée a chaque période, il doit étre d

acune des

de cing
chantillon
tional de

pondant a
pyenne et
ssayé une
s d’autres
n doivent

Ole de la
ére-cadre,

3.5.3  Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la CEI paragraphe
3.5.2, un nouveau contrdle doit é&tre effectué, la capacité et la soudabilité doivent &tre

vérifiées comme spécifié dans le contrdle des groupes A et B.

3.5.4 Niveaux d’assurance

Le(s) niveau(x) d’assurance donné(s) dans la spécification particuliére-cadre doit

(doivent) de préférence étre choisi(s) dans les tableaux IIIA et IIIB ci-apreés:
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3.5 Quality Conformance Inspection

3.5.1 Formation of inspection lots
a) Groups A and B inspection
These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots subject to
the following safeguards:

(1) The inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see Sub-clause
22
= }.

(@) The sample tested shall be representative of the values and dimengfensc¢antgined
in the inspection lot:

—~ in relation to their number;

— with a minimum of five of any one value.

basis fof the

(3b) If there are less than five of any one vg Qe
p and the National

drawing of samples shall be agreed betwg
Supervising Inspectorate.

b) Group C inspection

These tests shall be ea

S and
shall be divided g : 0w voltage ratings. In order to cover the
range of ov 2 i @ case size shall be tested from each voltage
group. In Bsequie (1 sr Case sizes and/or voltage ratings in prodyction

352 Te

The
is given_din
38416-1,

< lot-by-lot and periodic tests for Quality Conformance Inspection
Two, Table IV of the Blank Detail Specification, IEC Publication

3.5.3 Delayed delivery
When according to the procedures of IEC Publication 384-1, Sub-clause 3.5.2,

re-inspection has to be made, solderability and capacitance shall be checked as specified
in Group A and B inspection. '

3.5.4 Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall preferably be
selected from the following Tables IIIA and IIIB:
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TaBLEAU IIIA

Sous-groupe D * E F* G*
de
controle ** NQA NQA NQA NQA
NC % NC % NC % NC %
Al S4 2,5
A2 1I 1,0
Bl S-3 2,5
NC = niveau de contréle

NQA = niveau de qualité acceptable

TaBLEAU IIIB ((
S ON
X

Sous-groupe D*
de
contrdle ** p n c

ClA
CIB
Ci
C2
C3
C4

C

Notes relatives aux tableaux IIIA4 et IIIB:

* Les niveaux d’assura
** Le contenu des sous

s la section deux de la spécification partifuliére-cadre
applicable.

quatre.

4.1 Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4.
4.2 Essais électriques
4.2.1 Tension de tenue

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:


https://iecnorm.com/api/?name=7467820808dc258e969ac44f38945434

384-6 © IEC 1987 — 33 —
TaBLE IITA
D* E F* G*
Inspection
sub-group ** AQL AQL AQL AQL
IL s L o IL M IL 0

Al S-4 2.5

A2 11 1.0

Bl S-3 2.5

IL = inspection level
AQL = acceptable quality level

TasLE I1IB ((

= : RO
Irfspection

sulj-group ** p n ¢ p n c P (\ x }\ \},>
ClA 6 9 1 < "
CIB 6 18 1 \
Cl 6 27 2 /\\ -
C2 6 15 1
a3 3 21 i \\/
c4 3 9 (}\

No
*

L2

This §e

4. Test

ted concerning Tables 1114 ax

The assessment levels D,<F and
The content of the Inspectie

G/are unde coio .

sub<groups is desspibed in

TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

the”information given in TEC Publication 384-1, Section Foy

ind ,measuremént procedures

ion Two of the relevant blank detail specifi

Cation.

4.1 Visual examination and check of dimensions

IEC Publication 384-1, Sub-clause 4.4.

42 Electrical tests

4.2.1 Voltage proof

Sub-clause 4.6 of IEC Publication 384-1, with the following details:
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4.2.1.1 Circuit d’essai
Supprimer le condensateur C,.

Le produit de R, par la capacité nominale C, doit étre inférieur ou égal a 1 s et
supérieur a 0,01 s.

R, comprend la résistance interne de la source de tension.
R, doit limiter le courant de décharge & une valeur inférieure ou égale a 1 A.
4.2.1.2 Les tensions suivantes doivent &tre appliquées entre les points de mesure du tableau I

du paragraphe 4.5.2 de la Publication 384-1 de la CEI, pendant 1| min pour les essais
d’homologation et pendant 1 s pour les essais lot par lot lors du contrdle de la

o ibo—d | PS4
OO C—OU—Urarii s

\
Point d’application Tenswn

la) Classe 1: 1,6 Uy \/
Classe 2: 1 >
1b), 1c) et 1d) 2 UNmmwu\de 2 0V

Note. — Lapparition de perfor ions

rant

4.2.2 Capacité

Selon paragraphe 4.7 de la
suivantes:

modalités

4.2.2. nesure doit

itt nominale

42.2. . tolérance

4.2.]

modalités

Syivantes:

4.2.3.1- Conditions de mesure pour les mesures a 1000 Hz

La tangente de Pangle de pertes (tan 6), doit étre mesurée dans les conditions suivantes:
— Fréquence: 1 000 Hz. '

— Créte de tension: <3% de la tension nominale.

- Imprécision de mesure: <35 x 107" (en valeur absolue).

4.2.3.2 Exigence pour les mesures a 1000 Hz

La tangente de T'angle de pertes tan &5, ne doit pas étre supérieure a la valeur
appropriée du tableau suivant:
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4.2.1.1 Test circuit
Delete the capacitor C,.

The product of R, and the rated capacitance C, shall be smaller than or equal to | s
and greater than 0.01 s.

R, includes the internal resistance of the power supply.

R, shall limit the discharge current to a value equal to or less than 1 A.

42.1.2 The following voltages shall be applied between the measuring points of Table I in
Sub-clause 4.5.2 of IEC Publication 384-1, for a period of 1 min for Qualification
Approval testing and for a period of 1 s for the lot-by-lot Quality Conformance testing.

(

Test point Test voltage <
A\

la) Grade 1: 1.6 Uy N
Grade 2: 1.4 Uy /\
16), 1¢) and 1d 2 Ug with a mj 'm}IKOf 200
), 1¢) ) ? minig \\\

Note. — The occurrence of self-healing JMfeakdo
application of the test voltages ig’allowed.

4.2.2  Capacitance

Sy
4221 T For
rated capacitance valugs
The applied pea and
the ppplied p ltage

4222 T

423 Tas
Syb-clause™4.8 off IEC Publication 384-1, with the following details:

4.23.1 Measuring conditions for measurements at 1 000 Hz

Tan 6 shall be measured as follows:
— Frequency: 1 000 Hz.
- Peak voltage: <3% of the rated voltage.
- Inaccuracy:  <5x 107 (absolute value).

4.2.3.2 . Requirements fér measurements at 1000 Hz

Tan & shall not exceed the applicable values shown in the following table:
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Capacité nominale

Tan & (valeur absolue)

Condensateurs de classe 1

Condensateurs de classe 2

<1uF
>1 uF

0,003
0,005

0,005
0,008

4.2.3.3 Conditions de mesure pour les mesures a 10 kHz

Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure ou égale a 1 uF, la tangente de
I’angle de pertes doit étre mesurée dans les conditions suivantes:

10 kHz.
<1V

— Fréquence:

— Tension efficace:

424

4.2.4

4.2.4

— Imprécision de mesure:

<5x%10™* (valeur absolue).

Résistance d’isolement
Selon paragraphe 4.5 de la Publication 384-1 de la pte Nenu\des| modalités
suivantes:
1 Avant la mesure, le condensateur doit étrg Juit de la
résistance du circuit de décharge par la cap essai doit
étre supérieur ou égal a 0,01 s ou a to e dans la
spécification particuliére.
2. La tension de mesure doit €tre cO 5.2 de la
Publication 384-1 de la CEL
Cette tension dqit étre a travers la
résistance interne<{de
Le produit - doit étre
inférieur I(s écification
particuli
Résistance d’isolement minimale Résistance d’isolement| minimale
entre les sorties . entre les sorties et Ip boitier
\ (MQ) (MQ)
Poinkde\mes% selon le tableau 1, paragraphe 4.5.3 de la Publication 384-1 de la CEIl:
la) ) la) 16) 1¢) 1d)
Capacité nominale:
>0,33 uF <0,33 uF
Tension nominale:
>100 V <100 V >100 V <100 V
Classe:
1 2 1 2 1 2 1 2
10 000 2500 5000 1250 30 000 7 500 15.000 3750 30 000
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Tan & (absolute value)

Rated capacitance

Grade 1 capacitors Grade 2 capacitors
<1 pF 0.003 0.005
>1 uF 0.005 0.008

4.2.3.3 Measuring conditions for measurements at 10 kHz

For capacitors with Cy<1 puF, tan § shall be measured as follows:

- Frequency: 10 kHz.

- ltage: <1 V rms
(=4

- Inpccuracy:  <5x 107 (absolute value).

4.2.4 Insylation resistance
S|.Ib-clause 4.5 of IEC Publication 384-1, with the following

42.4.1 Bgfore measurement, the capacitor shall be fi
resisfance of the discharge circuit and the rated fap
shalll be >0.01 s or any other value prescribed 4

b

4242 TTe measuring voltage shall
Publjcation 384-1.

The voltage shall be .applied imk ed at\the
resisfance of the volta 4

The product of t

the
test

IEC

the capacitor |shall

MQ)

be smaller thai 1 slor \ ¢ proscribed in the detail specification.
The insulatio/n\ esistan et the following requirements: -
Minimum insulation resistance Minimum insulation resistarce
between the terminations between terminations and cjse

MQ)

la)

(s
Me: lsuringwin }Bcordance with Table I in Sub-clause 4.5.3 of IEC Publication 384-1:
la)

1b) 1¢) 1d)

Rated capacitance:

>0.33 uF <033 uF

Rated voltage:

>100 V <100 V >100 V <100V

Grade:

1 2 1 2 1 2 1 2

10 000 2500 5000 1250 30 000 7 500 15 000 3750

30 000
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4243 Lorsque Dessai n’est pas effectué a la température de 20 °C, le résultat de la mesure
doit, s’il y a lieu, étre ramené a 20 °C, en multipliant la valeur mesurée par le facteur de
correction approprié. En cas de doute, la mesure a 20°C est décisive. Les facteurs de
correction suivants peuvent étre considérés comme une moyenne pour les condensateurs a

diélectrique en film de polycarbonate métallisé:

Température (°C)

Facteur de correction

4.2.

b

15 0,90
20 1,00
23 1,05
27 1,15
30 1,20
35

1,30 (

Selon paragraphe 4.24.1

compte tenu des modalités suivantes:

«Méthode statique»

minimale de la catégorie

empera essa Caractéristique
au pom capacité/température
—10 25 3 1< 28 < ou
C
A
W 2< —Cf < 0%
55 °C -3 < ATC < 0%

N\

aractéristiques d la température maximale de la catégorie

ictiliere)

. la CEI

Inesurée au

Température d’essai Caractéristique
N au point f) capacité/température
gJ oC 1‘ cnu A C } 1 50,
5 C ;
AC
100 °C —2%<T< +2%
AC
125 °C —4% < — < +4%

C
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42.43 When the test is made at a temperature other than 20°C, the result shall, when
necessary, be corrected to 20°C by multiplying the result of the measurement by the
appropriate correction factor. In case of doubt, measurement at 20 °C is decisive. The
following correction factors can be considered as an average for metallized polycarbonate

film capacitors:

Temperature. (°C) Correction factor
15 0.90
20 1.00
23 1.05
27 “ 115
30 1.20
35 1.30

4.2.5 Chafacteristics depending on temperature (if required in the detai

Se¢ Sub-clause 4.24.1 “Static method” of IEC Publicatiok
details:

The capacitance measurements ‘shall be carried o

For Grade 1 «capacitors, .the insulation resjstancg
accofding to the method in Sub-claus

The following requirements shall

Characteristicy at ([0

est erature _) Tefperature characteristic
[\ t pomt I(DK . of capacitance
k MQ&C B 1< A8 <on
C
(\ W 2< ATC < 0%
A
\ 23seC 3< ATC < 0%

N\

\ Characteristics at upper category temperature

wing

t f

Test temperature Temperature characteristic
at point f) ) of capacitance

§52€ 504 AcC 504
C
AC

100 °C —Z%STS +2%
AC

125°C . —4%<T< +4%
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Résistance d’isolement d la température maximale de catégorie
(condensateurs de classe 1 uniquement)

Catégorie . Points de mesure
climatique Point de mesure la) 1b) et lc)
Produit RC Résistance Résistance
minimale minimale
(s) M) (MQ)
Capacité nominale
>0,33 uF <033 uF
Tension nominale
>100 V| <100 V| >100 V | <100 V
-/125/- 12 6 40 20 40
-/100/— 66 33 200 100 00
—-/085/~ 200 100 600 3% 6 \/

43| Robustesse des sorties

Selon paragraphe 4.13 de la Publication /384- es modalités

sulvantes:

43l1 Mesures initiales
La tangente de l'angle dg¢ p - esurée conformément aux |paragraphes

4.4 Reésistance a

Selox ‘parag 4. M ublication 384-1 de la CEI, compte tenu dps modalités
suivan

4.4.

4.4.

eurs doivent étre examinés visuellement et mesurés; ils doivént répondre

4.5 <Soudabilite

Selon paragraphe 4.15 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.5.1 Conditions d’essai: Sans vieillissement

Les exigences pour la méthode d’essai de la goutte doivent &tre prescrites dans la

spécification particuliére. Lorsque ni la méthode du bain d’alliage ni la méthode de la
goutte d’alliage ne sont applicables, on doit utiliser la méthode du fer a souder avec un
fer de forme A.

4.5.2 Les exigences sont indiquées au tableau II.
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Insulation resistance at upper category temperature
(Grade 1 capacitors only)
Climatic . . Measuring points
category Measuring point la) 1b) and 1c)
RC product Minimum Minimum
resistance resistance
O] (MQ) (MQ)
Rated capacitance
>0.33 uF <033 pF
Rated voltage
>100 V| <160 V| >100 V| <100 V
-/125/- 12 6 40 20 4
-/100/- 66 33 200 100 0
—/085/~ 200 100 600 300 60
43 Robu,Iness of terminations
Sub-clause 4.13 of IEC Publication 384-1, with t

The tangent of loss angle shall be

rability

propriate.

nl measurements

e capacitance shall be measured as

be visually examined and measured and

shall meet

0.3.3

the

4.3.1 Initi
Th
as aj
4.4 Resist
Su
44.1 Con
4.4.2 Fing
Thi
requi
4.5 Solde
Su
4.5.1

Test conditions: No ageing

-clause 4.15 of TEC Publication 384-1, with the following details:

The requirements for the globule test method shall be prescribed in the detail
specification. When neither the solder bath nor the solder globule method is appropriate,
the soldering iron test shall be used with soldering iron size A.

4.5.2 The performance requirements are given in Table IL
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4.6 Variations rapides de température

Selon paragraphe 4.16 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.6.1 Mesures initiales

Les mesures initiales sont effectuées comme prescrites dans le paragraphe 4.3.1.

4.6.2 Nombre de cycles: 5

Durée d’exposition aux températures extrémes: 30 min.

4.7 _Vibrations

Selon paragraphe 4.17 de la Publication 384-1 de la CEI,
suivantes:

s modalités

9. amplitude
ion la plus
le 10 Hz a

ser et doit
rties axiales
le corps et

jcation 384-1 de la CEI, compte tenu d¢s modalités »

&ceMdoit indiquer si 'on doit appliquer 1’essai de decousses ou

4.3 ificgtion particuliére doit indiquer la sévérité applicable prise parmi [les sévérités

suivantes:

Nombre total de secousses: 1000 ou 4 000
Accélération: 390 m/s? (40 g) } ou { 98 m/s? (10 g
Durée de I'impulsion: 6 ms 16 ms

La spécification particuliére doit aussi prescrire la méthode de montage a utiliser. Pour
les condensateurs 4 sorties axiales par fils et prévus pour é&tre fixés par leurs sorties
seulement, la distance entre le corps et le point de fixation doit &tre de 6 =1 mm.

4.8.3 Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement et mesurés; ils doivent répondre
aux exigences données au tableau Il
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